
XRF膜厚計・素材分析器

国内総代理店

特 長
● 最大 5 層※の各層の厚みと合金比率を同時測定
● 直観的な操作が可能なユーザインタフェース
● X 線を集光することで高精度な測定が可能

※ 4被膜層と下地

多種多様な
産業に貢献

● 自動車産業　● プリント基板製造　● 半導体製造
● コネクタやリードフレーム製造　● ファスナー　● 切削工具
● 機械工具　● 通信機器　● 宝飾品　● 航空宇宙産業



製品ラインナップ 全ての製品の設計・開発・製造をアメリカで行っています

Oシリーズ
測定面が平な電子部品
半導体部品むけ
スポットサイズは80μm未満
キャピラリ式

Mシリーズ
測定面が平な電子部品
半導体部品むけ
スポットサイズは30μm未満
キャピラリ式

Gシリーズ
エントリーレベル
宝飾品や装飾めっき用
モバイルも可能です

シリ ズ

Aシリーズ
半導体むけ
キャピラリ式
自動機に対応可能
スポットサイズは7.5μm

Pシリーズ
電子部品や半導体部品むけ
一般の電気めっきに対応

Lシリーズ
大型サンプルに対応

Kシリーズ
30x30cmの測定エリア
で22cm以上の高さに対応

Bシリーズ
電気めっき一般むけ
測定頻度の少ない
ユーザーむけ

Wシリーズ
リードフレームやウエハー用
キャピラリ式
スポットサイズは7.5μm

Wシリーズ
や

Kシリ ズ
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